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Patentoinnin edellytyksena on, etta keksinto on uusi ja eroaa olennaisesti ennestaan 
tunnetusta tekniikasta (patenttilaki 2 §) . Suoritetussa uutuustut kimuksessa on loytynyt 
julkaisuja, joiden perusteella itsenaiset vaatimukset 1 ja 13 eivat ole esitetyssa 
muodossaan hyvaksyttavissa . 

Tutkimuksessa on loytynyt seuraava patentoitavuuden kannalta- merkittavana pidettava 
julkaisu: Julkaisussa US-A-5631735 (G01J3/04, Minolta Co.) on kuvattu spektrometri, joka 
on hakemuksessa esitettyjen itsenaisten vaatimusten 1 ja 13 mukainen. Valon eri 
aallonpituuksia moduloidaan eri taajuuksilla ja eri aallonpituudet erotetaan yksittaisen 
ilmaisimen signaalista Fourier-analyysin avulla (sar. 2, rivi 50 ja sar. 3, rivi 25) . 

Seuraavissa . tekniikan tasoa kuvaavissa julkaisuissa esiintyvat ratkaisut eroavat 
hakemuksessa esiintyvista 1. ja 13. vaatimuksesta siten, etta modulaattorilta tuleva 
sateily kerataan ilmaisimelle jollakin muulla kuin dif f raktiivisella elementilla. 
Julkaisussa Wb-A-8"50;4261 (G02F1/01, Bruker analytische messtechnik GmbH) on kuvattu 
optinen moduloiva komponentti ja sita kayttava spektrometri. Spektrometrissa on yksi 
dif fraktiivinen elemehtti , • Modulointiin kaytetaan Hadamard-multipleksausta . Julkaisussa 
US-A-4448529 (G01J.3>2;8, Erwin-Sick GmbH) on kuvattu spektrometri, jossa on kuvaavia 
komponentteja, ; yksi v dif fraktiivinen elementti, yksi detektori ja modulaattorina toimiva 
pyoriva kiekko. Julkaisussa EP-A-0548830 (G01J3/28, Texas Instruments inc.) on kuvattu 
SLM spektrometri, joka perustuu kuvaaviin komponentteihin, prismaan, spatiaaliseen 
modulaatto'riin ja yhteen "ilmaisimeen. Spektrometrissa modulaattoria kaytetaan kuitenkin 
vain ilmaisimelle ohj'attavan aallonpituuskaistan valintaan. 

Mikali hakemuksen kasittelya halutaan jatkaa, hakijaa pyydetaan toimittamaan uudet 
patenttivaatimukset , joissa on otettu huomioon tutkimuksessa esille tullut tekniikan 
taso. Itsenainen patenttivaatimus tulee laatia siten, etta vaatimuksen johdannossa 
esitetaan keksinnosta ne seikat, jotka edustavat tekniikan tasoa, ja tunnusmerkkiosassa 
maaritellaan se, mika keksinnossa on uutta ja omalaatuista (patentt iasetus 14 §, 
patenttimaaraykset 10 §) . Patentt ivaatimuksia muokattaessa on pidettava mielessa, etta 
niita ei saa muuttaa siten, etta ne tulevat sisaltamaan sellaista, mika ei ilmene 
hakemuksen perusasiakir j asta . 
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Lausumanne huomautusten johdosta on annettava viimeistaan yllamainittuna maarapaivana. 
Jollette ole antanut lausumaanne virastoon viimeistaan mainittuna maarapaivana tai ryhtynyt 
toimenpiteisiin tassa valipaatoksessa esitettyjen puutteellisuuksien kor j aamiseksi , jatetaan 
hakemus sillensa (patenttilain 15 §) . Sillensa jatetty hakemus otetaan uudelleen 
kasiteltavaksi, jos Te neljan kuukauden kuluessa maarapaivasta annatte lausumanne tai ryhdytte 
toimenpiteisiin esitettyjen puutteellisuuksien kor jaamiseksi ja samassa ajassa suoritatte 
vahvistetun maksun, 320 mk hakemuksen ottamisesta uudelleen kasiteltavaksi. Jos lausumanne 
on annettu virastoon oikeassa ajassa, mutta esitettyja puutteellisuuksia ei ole siten 
korjattu, etta hakemus voitaisiin hyvaksya, se hylataan, mikali virastolla ei ole aihetta 
antaa Teille uutta valipaatosta (patenttilain 16 §) . Uusi keksinnon selitys, siihen tehdyt 
lisaykset ja uudet patenttivaatimukset on aina jatettava kahtena kappaleena ja talloin on 
otettava huomioon patenttiasetuksen 19 §. 
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